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フィールド試験と屋内加速試験を結び付ける劣化指標の探索

イントロダクション

要旨

結果

本検討は、NEDO委託事業「太陽光発電の寿命予測ならびに試験法の開発」により実施された。NEDOよりのご支援に深謝申し上げます。

・ 屋内加速試験で確認された表面電極腐食に由来する交流インピーダンス
シグナルの発現＊を、長期屋外曝露PVモジュールにおいても確認した。

・ この交流インピーダンスシグナル発現は、Isc低下が生じているPVセルに
おいてのみ確認された。

屋内加速試験＊と類似した劣化態様 ≃ 類似した劣化メカニズム
＊T. Tanahashi, N. Sakamoto, H. Shibata, and A. Masuda, “Localization and characteri-

zation of a degraded site in crystalline silicon photovoltaic cells exposed to acetic acid 
vapor,” IEEE J. Photovoltaics, vol. 8, no. 4, pp. 997–1004, Jul. 2018.

・ 今後の課題
－ 劣化指標としての定量化が必要（C3値の規格化など）
－ 屋外曝露期間の異なるPVモジュールでの指標有効性確認
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